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@ Rontgeneinrichtung sowie Festkorper-Strahlungsdetektor 

Rontgeneinrichtung, umfassend ein Bildaufnahmesy- 
stem mit einem Festkorper-Strahlungsdetektor mit einer 
Pixelrnatrix, an dessen Ruckseite eine Beleuchtungsein- 
richtung in Form eines Diodenarrays vorgesehen ist, mit- 
tels welchem eine auf die Pixelmatrix einwirkende Strah- 
lung erzeugbar ist, wobei Mittel vorgesehen sind, mittels 
welchen die auf die Pixelmatrix einwirkende, von dem 
Diodenarray emittierte oder emittierbare Strahlung ho- 
mogenisierbar und eine im wesentlichen gleichmaftige 
Strahlungsverteilung uber die Pixelmatrix erzielbar ist. 
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Die Erfindung betrifft eine Rontgeneinrichtung, umfas- 
send ein Bildaufnahmesystem mit einem Festkorper-Strah- 
lungsdetektor mit einer Pixelmatrix. 5 

Derartige Rontgeneinrichtungen sind bekannt und dienen 
dazu, Strahlungsbilder eines Untersuchungsobjekts, in der 
Regel eines Patienten, im Rahmen einer medizinischen Un- 
tersuchung oder Therapie aufzunehmen. Mittels des Bild- 
aufnahmesystems werden von der das Untersuchungsobjekt 10 
durchdringenden Rontgenstrahlung Bilder erzeugt, die bei- 
spielsweise an einem Monitor ausgegeben werden. Hierzu 
umfatft das Bildaufnahmesystem einen Festkorper-Strah- 
lungsdetektor mit einer Halbleiterdetektorschicht, welcher 
eine Szintillatorschicht vorgeschalten ist, die die einfallende 15 
Rontgenstrahlung in sichtbare Strahlung umwandelt. Diese 
trifft dann auf die Halblei terse hie ht und generiert dort La- 
dungen, die von einer nachgeschalteten Ausleseelektronik 
ausgelesen werden. Das Bildaufnahmesystem ist im Laufe 
seines Betriebes des ofteren zu kalibrieren, urn iiber einen 20 
langeren Zeitraum Bilder konstanter Qualitat aufnehmen zu 
konnen, die insbesondere im Bedarfsfall auch rniteinander 
vergleichbar sind. Normalerweise wird das System mehr- 
mals im Jahr kalibriert. Im Rahmen der Kalibrierung werden 
unterschiedliche Betriebsmodi seitens der Steuerungsein- 25 
richtung abgearbeitet, wobei zu jedem unterschiedlichen 
Betriebsmodus eine Aufnahme unter Belichtung des Detek- 
tors mit Rontgenstrahlung, jedoch ohne Objekt, vorgenom- 
men wird. Der Kalibrierzyklus dauert relativ lange, im Ex- 
tremfall bis zu einer halben Stunde oder langer. Weiterhin 30 
muB das Rontgenpersonal aus dem Anlagenraum, da zur 
Kalibrierung wie beschrieben Bedingungen gegeben sind 
wie bei einer normalen Rontgenaufnahme. 

Der Erfindung liegt darnit das Problem zugrunde, eine 
Rontgeneinrichtung anzugeben, die eine Kalibrierung des 35 
Bildaufnahrnesystems auf vereinfachte Weise zulaBt. 

Zur Losung dieses Problems ist eine Rontgeneinrichtung 
umfassend ein Bildaufnahmesystem mit einem Festkorper- 
Strahlungsdetektor mit einer Pixelmatrix vorgesehen, an 
dessen Ruckseite eine Beleuchtungseinrichtung in Form ei- 40 
nes Diodenarrays vorgesehen ist, mittels welchem eine auf 
die Pixelmatrix einwirkende Strahlung erzeugbar ist, wobei 
Mittel vorgesehen sind, mittels welcheh die auf die Pixelma- 
trix einwirkende, von dem Diodenarray emittierte oder 
emittierbare Strahlung homogenisierbar und eine im we- 45 
sentlichen gleichmafiige Strahlungsverteilung iiber die Pi- 
xelmatrix erzielbar ist. 

Bei der erfindungsgemaBen Rontgeneinrichtung wird mit 
besonderem Vorteil zur Kalibrierung die von einem hinter 
der Pixelmatrix angeordneten Diodenarray erzeugte, auf die 50 
Pixelmatrix unter Generation von Ladungstragern einwir- 
kende Strahlung genutzt. Normalerweise dient die mit dem 
Diodenarray erzeugbare Strahlung als Rucksetzlicht, wel- 
ches dann eingeschaiten wird, wenn eine Bildaufnahme 
durchgefuhrt wurde, urn die Nachklingeffekte zu beschleu- 55 
nigen und samtliche Pixel in einen Ausgangszustand zu- 
ruckzusetzen. Zu diesem Zweck spielt die Homogenitat des 
von dem Diodenarray erzeugten Licht, also die Homogeni- 
tat der Strahlungsverteilung bzw. der Strahlungsintensitat 
uber die Pixelmatrix keine besondere Rolle. Es hat sich je- 60 
doch herausgestellt, daB die vom Diodenarray erzeugte 
Strahlung beach tlich inhomogen ist, weshalb zur Ermogli- 
chung einer Nutzung dieser Strahlung zu Kalibrierzwecken 
erfindungsgemafi Homogenisierungsmittel vorgesehen sind, 
mittels welchen die vom Diodenarray emittierte Strahlung 65 
oder aber die von ihm emittierbare Strahlung homogenisiert 
und vergleichmaBigt wird, so daB auf die Pixelmatrix von 
der Ruckseite her eine im wesentlichen gleichmaBig ver- 



teilte Strahlung bzw. eine Strahlung mit iiber die Pixelmatrix 
im wesentlichen konstanter Intensitat auftrifft. Erst der Ein- 
satz der erfindungsgemaBen Homogenisierungsmittel er- 
moglicht es, das vom Diodenarray emittierte Rucksetzlicht 
auch zu Kalibrierzwecken zu nutzen. Fur die Praxis bedeutet 
dies, daB zum Kalibrieren keine Rontgenstrahlung erzeugt 
werden muB, der gesamte Kalibriervorgang wird wesentlich 
einfacher und kann viel schnelier vonstatten gehen. Femer 
sind auch keinerlei sicherheitstechnische Aspekte im Rah- 
men der Kalibrierung zu berucksichtigen. 

GemaB einer zweckmaBigen Weiterbildung des Erfin- 
dungsgedankens kann vorgesehen sein, daB das Mittel eine 
zwischen der Pixelmatrix und dem Diodenarray angeord- 
nete Homogenisierungszwischenlage ist, deren lokale 
Transparenz fur die vom Diodenarray emittierte Strahlung 
abhangig von der lokalen Strahlungsverteilung des Dioden- 
arrays ist. Bei der Homogenisierungszwischenlage kann es 
sich urn eine Folie wie auch urn eine Papierlage handeln. 
Mit dieser Zwischenlage wird erreicht, daB- die Strahlung 
nach Durchgang durch die Zwischenlage uberall im wesent- 
lichen gleichmaBig bzw. die Intensitat an jeder Stelle im we- 
sentlichen die gleiche ist, was durch die unterschiedlichen 
Transparenzbereiche der Homogenisierungszwischenlage 
erreicht wird. Das heiBt, die Zwischenlage ist in Bereichen, 
in denen das Diodenarray starkere Strahlung bzw. Strahlung 
hoherer Intensitat emittiert, weniger transparent als. in sol- 
chen Bereichen, in denen das Diodenarray schwachere 
Strahlung emittiert. Da uber die Flache des Diodenarrays 
eine Vielzahl unterschiedlicher Strahlungsbereiche gegeben 
sein konnen, hat es sich als zweckmafiig erwiesen, wenn die 
Homogenisierungszwischenlage bezuglich des Diodenar- 
rays justiert angeordnet ist und wenn zweckmaBigerweise 
Mittel zum Fixieren der Homogenisierungszwischenlage, 
insbesondere in Form von Klemmitteln vorgesehen sind, so 
daB die diodenabschnittsbezogenen Transparenzbereiche 
auch tatsachlich am jeweiiigen Arrayabschnitt zum Liegen 
kommen. Die Justierung kann beispielsweise durch Anbrin- 
gen entsprechender Referenzpunkte oder dergleichen erfol- 
gen. 

Neben der Rontgeneinrichtung betrifft die Erfindung fer- 
ner einen Festkorper-Strahlungsdetektor mit einer Pixelma- 
trix und einer Beleuchtungseinrichtung in Form eines Dio- 
denarrays, mittels welchem eine auf die Pixelmatrix von der 
Ruckseite her einwirkende Strahlung erzeugbar ist. Dieser 
Festkorper-Strahlungsdetektor zeichnet sich erfindungsge- 
maB dadurch aus, daB Mittel vorgesehen sind, mittels wel- 
chen die von dem Diodenarray emittierte Strahlung homo- 
genisierbar und eine im wesentlichen gleichmafiige Strah- 
lungsverteilung uber die Pixelmatrix erzielbar ist. Weitere 
erfindungsgemaBe vorteilharte Ausgestaltungen sind den 
abhangigen Unteranspriichen zu entnehmen. 

Die Erfindung betrifft femer ein Verfahren zum Erzeugen 
einer Homogenisierungszwischenlage fur einen Festkorper- 
Strahlungsdetektor, welcher eine Pixelmatrix und eine Be- 
leuchtungseinrichtung in Form eines Diodenarrays umfaBt, 
mittels welchem eine auf die Pixelmatrix von der Ruckseite 
her einwirkende Strahlung erzeugbar ist. Das erfindungsge- 
maBe Verfahren zeichnet sich durch folgende Schritte aus: 
Aufnehmen wenigstens eines Offsetbilds des Festkorper- 
Strahiungsdetektors, 

Aufnehmen wenigstens eines Strahlungsbilds bei Bestrah- 
lung der Pixelmatrix mittels des Diodenarrays, 
Subtraktion des TiefpaB-gefilterten Offsetbilds vom Tief- 
paBgefilterten Strahlungsbilds, 
Invertierung des Subtraktionsbilds, und 
Aufbringen des Subtraktionbilds auf eine Zwischenlage. 

Das zunachst aufgenommene Offsetbild, also die Bildin- 
formation, die der Detektor ohne Auftreffen irgendeiner 



DE 199 06 029 A 1 



Strahlung Liefert, dient quasi als Referenzbild. AnschlieBend 
wird das Diodenarray kurzzeitig, in der Regel flir wenige us, 
eingeschaltet und das von der auf die Pixelmatrix von der 
Riickseite her einwirkende Strahlung sbild aufgenommen. 
Nach Durchfuhrung jeweils einer TiefpaB-Filterung des Off- 5 
setbilds und des Strahlungsbild, wozu ein normaler TiefpaB- 
filter oder aber ein Median-Filter verwendet werden kann 
und wodurch von der Pixelmatrix herrvihrende Inhomogeni- 
taten wie beispielsweise Einbriiche einzelner Pixel oder 
kompletter Zeilen oder S pal ten herausgefiltert werden, wer- 10 
den die beiden gefilterten Bilder voneinander subtrahiert. 
Dieses Subtraktionsbild wird anschlieBend invertiert, das 
heiBt, dunkle Bereiche werden entsprechend heller und hel- 
lere Bereiche entsprechend durikler dargestellt. Das hier- 
durch erhaltene invertierte Subtraktionsbild wird anschlie- 15 
Bend auf die Zwischenlage aufgebracht, wodurch diese in 
ihrem Transparenzgrad in Abhangigkeit der tatsachlichen 
Strahlungsverteilung des, Diodenarrays variiert bzw. einge- 
stellt wird. Die GrdBe der Zwischenlage, die in Form einer 
Kunststoffblie oder einer Papierlage vorliegen kann, ent- 20 
spricht im wesentlichen der GroBe der Pixelmatrix, wobei 
sich die Zwischenlage neben dem aktiven Bereich der Pixel- 
matrix auch in den nicht aktiven Matrix bereich erstrecken 
sollte. Die Zwischenlage selbst wird zum Aufbringen des 
Subtraktionsbilds entsprechend bedruckt. Zur Ermittlung 25 
des Offsetbilds und des Strahlungsbilds, welche anschlie- 
Bend weiterverarbeitet werden, hat es sich als vorteilhaft er- 
wiesen, wenn mehrere Offsetbilder und/oder mehrere Strah- 
lungsbilder aufgenommen werden, die zur Ermittlung eines 
weiterzuverarbeitenden Offsetbilds bzw. Strahlungsbilds 30 
gemittelt werden. 

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfin- 
dung ergeben sich aus dem im folgenden beschriebenen 
Ausfiihrungsbeispiel sowie anhand der Zeichnungen. Dabei 
zeigen: 35 

Fig. 1 eine Prinzipskizze einer erfindungsgemaBen Ront- 
geneinrichtung, 

Fig. 2 eine Schnittansicht durch einen erfindungsgema- 
Ben Festkorper-Strahlungsdetektor, 

Fig. 3 eine Prinzipskizze eines mil dem Strahlungsdetek- 40 
tor erhaltenen Bildes, erhalten durch Sub traktion des bei Be- 
strahlung der Pixelmatrix mit dem Licht des Diodenarrays 
erhaltenen Strahlungsbildes und des Offsetbilds ohne einge- 
brachter Homogenisierungszwischenlage, 

Fig. 4 eine Prinzipskizze eines mit dem Strahlungsdetek- 45 
tor erhaltenen Bilds mit eingebrachter Homogenisierungs- 
zwischenlage, 

Fig. 5 ein Bild entsprechend dem aus Fig. 3 mit einge- 
brachter Homogenisierungszwischenlage, 

Fig. 6 den Signalverlauf einer ausgewahlten Pixelspalte 50 
ohne und mit eingebrachter Homogenisierungszwischen- 
lage, und 

Fig. 7 ein Diagramm mit den Histogrammen zweier Bil- 
der, die ohne bzw. mit eingebrachter Homogenisierungszwi- 
schenlage aufgenommen wurden. 55 

Fig. 1 zeigt in Form einer Prinzipskizze eine erfindungs- 
gemaBe Rontgeneinrichtung zur Aufnahme von Strahlungs- 
bildern, welche als medizinische Diagnose- oder Therapie- 
und Behandlungsvorrichtuhg ausgebildet ist. Mittels einer 
Rontgenstrahlenquelle. 1 wird Rontgenstrahlung erzeugt, 60 
wobei dies uber die Vorrichtungssteuerung 2 gesteuert er- 
folgt. In der Vorrichtungssteuerung 2 sind die hierfur erfor- 
derlichen Komponenten wie beispielsweise der Hochspan- 
nungsgenerator etc. beinhaltet oder dieser zugeordnet, was 
nicht naher dargestellt und an sich bekannt ist. Die erzeugte 65 
Rontgenstrahlung durchstrahlt einen Patienten 3 und trifft • 
auf einen digitalen Festkorper-Strahlungsdetektor 4, der, 
wie bezuglich Fig. 2 noch naher beschrieben werden wird, 



eine Pixelmatrix aufweist. Die einzelnen Pixelbildsignale 
werden von einem im gezeigten Beispiel in der Vorrich- 
tungssteuerung 2 integrierten Auslesemittel 5 ausgeiesen 
und an ein Rechenmittel 6 gegeben, welches zum Erzeugen 
und Ausgeben des aufgenommenen Bilds ausgebildet ist. 
Das Rechenmittel 6 ist mit einem Ausgabemedium 7 in 
Form eines Monitors verbunden, auf dem das Bild darge- 
stellt werden kann. 

Fig. 2 zeigt in Form einer Schnittansicht einen Ausschnitt 
aus dem erfindungsgemaBen Festkorper-Strahlungsdetektor 
Der erfindungsgemaBe Festkorper-Strahlungsdetektor 8 um- 
faBt zuoberst eine Reflektorschicht 9, gefolgt von einer 
Szintillatorschicht 10 sowie einer Passivierungsschicht 11. 
Mittels der Szintillatorschicht 10 wird einfallende Rontgen- 
strahlung (h -Vj) in Strahlung umgewandelt, die in der 
nachgeschalteten Pixelmatrix 12 aus einem geeigneten 
Halbleitermaterial entsprechende Ladungstrager erzeugt. 
Die Pixelmatrix 12 besteht aus einer Vielzahl von Zeilen 
und Spalten aus einzelnen Fotodiodenpixeln. Ein Glastrager 
13 trennt die Pixelmatrix 12 von einem Diodenarray 14 be- 
stehend aus einer Vielzahl einzelner Dioden 15, mittels wel- 
chem Strahlung (h • v 2 ) erzeugt werden kann, welches von 
der Riickseite her auf die Pixelmatrix 12 einwirkt. Uber eine 
Bleiabschirmung 15 getrennt ist ferner noch eine Auslesee- 
lektronik 16 vorgesehen. 

Zwischen dem Glastrager 13 und das Diodenarray 14 ist 
eine Homogenisierungszwischenlage 16 gebracht. Bei die- 
ser kann es sich urn eine Kunststoffolie handeln, gleicher- 
rnaBen kann auch eine Papierlage eingesetzt werden. Da die 
von dem Diodenarray 14 emittierte Strahlung nicht uber die 
gesamte Arrayflache konstant bzw. homogen ist, das heiBt, 
auf die Pixelmatrix 12 wirkt lokal Strahlung unterschiedli- 
cher Intensitat ein, ist zur Ermoglichung einer Kalibrierung 
des Strahlungsdetektors bzw. des gesamten Bildsystems die 
Verwendung der Homogenisierungszwischenlage 16 erfor- 
derlich. Diese weist Bereiche unterschiedlicher Transparenz 
fur die Strahlung h • v 2 auf, wobei die jeweilige lokale 
Transparenz in Abhangigkeit der lokalen Strahlung des Dio- 
denarrays 14 eingestellt ist. Das heiBt, Bereiche der Zwi- 
schenlage 16, die starker strahlenden Dioden arraybereichen 
gegenuberliegen, sind fur die Strahlung weniger transparent 
wie solche Zwischenlagenbereiche, die schwacher strahlen- 
den Array abschnitten gegenuberliegen. Insgesamt erhalt 
man mit der eingefugten Homogenisierungszwischenlage 
16 eine resultierende, auf die Pixelmatrix 12 einwirkende 
Strahlungsverteilung bzw. Intensitatsverteilung der Strah- 
lung, die weitgehend uber die Flache der Pixelmatrix homo- 
gen ist. Das heiBt, die Pixelmatrix 12 wird uberall im we- 
sentlichen gleichmaBig bestrahlt. Diese homogene Strah- 
lung ermoglicht es, daB die Kalibrierung des Bildaufnahme- 
systems unter Verwendung der mittels des Diodenarrays 
emittierten Strahlung vonstatten gehen kann. Zu diesem 
Zweck ist die Vorrichtungssteuerung 2 bzw. das Rechenmit- 
tel 6, welches im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel den Kali- 
brierzyklus steuert, entsprechend ausgebildet. 

Die Fig. 3 und 4 zeigen zwei Prinzipdarstellungen von 
mittels des Bildaufnahmesystems erhaltenen. Bildern, bei 
denen die Pixelmatrix 12 lediglich mit dem Licht des Dio- 
denarrays 14 bestrahlt wurde. Fig. 3 zeigt ein Bild, welches 
ohne zwischengesetzter Homogenisierungszwischenlage 16 
erhalten wurde, Fig. 4 zeigt ein Bild mit eingebrachter Zwi- 
schenlage. In dem Bild gemaB Fig. 3 konnen drei Abschnitte 
I, II und m unterschieden werden. Durch die unterschied- 
lich starke Strichelung wird angegeben, daB der Bereich I 
der dunkelste, der Bereich HI der hellste ist. Das Bild wurde 
dadurch erhalten, daB zunachst ein Offsetbild ohne zuge- 
schaltetem Diodenarray aufgenommen wurde, anschlieBend 
wurde das Diodenarray fur wenige ps angeschalten und ein 
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Strahlungsbild aufgenommen, von welchem dann das Off- 
setbild abgezogen wurde. Aus Fig. 3 wird ersichtlich, daB 
eine inhomogene Beleuchtung der Pixelmatrix 12 stattfand, 
was sich in den unterschiedlich dunklen Bereichen I, II, III 

auBert. 5 

Fig. 4 zeigt nun eine Prinzipskizze eines Bildes, welches 
mit einer eingebrachten Homogenisierungszwischenlage 16 
erhalten wurde. Ersichtlich zeigt das auf die gleiche Weise 
erhaltene Bild eine im wesentlichen hornogene Helligkeits- 
verteilung. Das heiBt, die ursprunglich gegebenen Inhomo- io 
genitaten des Diodenarraylichts wurden durch die einge- 
brachte Homogenisierungszwischenlage homogenisiert, die 
Pixelmatrix 12 wurde mit im wesentlichen homogenem 
Licht bestrahlt. 

Fig. 5 zeigt ein Beispiel einer Homogenisierungszwi- \5 
schenlage 16, welche im Beispielfall der Fig. 3 und 4 ver- 
wendet werden kann. Diese weist ebenfalls drei Abschnitte 
la, la, ma auf, die jedoch bezuglich des ursprunglich erhal- 
tenen Bildes gemaB Fig. 3 in ihrer Transparenz invertiert 
sind, das heiBt, der Bereich la ist fur die vom Diodenarray 20 
emittierte Strahlung transparenter als der Bereich Ilia, wie 
ebenfalls durch die unterschiedliche Strichelung dargestelll 
wird. Wird diese Homogenisierungszwischenlage 16 zwi- 
schen das Diodenarray und die Pixelmatrix gebracht, wird 
die in dem Lagenabschnitt Ilia gegenuberliegenden Array- 25 
abschnitt emittierte, starke Strahlung deutlich starker ge- 
schwacht als die schwache Strahlung, die im Arraybereich 
emittiert wird, welcher dem Abschnitt la gegenuberliegt. In 
der Summe ist die Strahlungsverteilung des durch die Ho- 
mogenisierungszwischenlage 16 hindurchtretenden Lichts 30 
im wesentlichen homogen. 

Fig. 6 zeigt ein Diagramm der Signale einer Spalte der Pi- 
xelmatrix, erhalten ohne zwischengebrachter Homogenisie- 
rungszwischenlage (Kurve A) und mit eingelegter Homoge- 
nisierungszwischenlage (Kurve B). Ersichtlich is| der Si- 35 
gnalverlauf der Kurve B wesentlich homogener als der der 
Kurve A, das heiBt, die auf die Pixelmatrix auft.ret.ende 
Lichtverteilung, die der Kurve B zugrundelag, war wesent- 
lich homogener als die der Kurve A. 

Die vorteilhafte Wirkung der eingebrachten Homogeni- 40 
sierungszwischenlage laBt sich auch den in Fig. 6 gezeigten 
Histogrammen zweier aufgenommener Bilder entnehrnen. 
Die Kurve C entspricht einem Bild, welches ohne einge- 
brachter Homogenisierungszwischenlage aufgenommen 
wurde, die Kurve D entspricht einem Bild mit eingebrachter 45 
Zwischenlage. Ersichtlich ist die Kurve C wesentlich breiter 
und verschmierter als die Kurve D. Das heiBt, die Signalant- 
wort der Pixel ist wesentlich starker verrauscht. als im Fall 
der Kurve C, da hier ein inhomogenes Licht auf die Pixel- 
matrix traf. Demgegenuber ist die Kurve D wesentlich 50 
schmalbandiger, das heiBt, die Pixelsignale liegen in einem 
deutlich engeren Signalbereich, was wiederum auf eine we- 
sentlich homogenere Strahlungsverteilung der einwirkenden 
Lichtstrahlung zuruckzufiihren ist. 



Patentanspruche 

1. Rontgeneinrichtung, umfassend ein Bildaufnahme- 
system mit einem Festkorper-Strahlungsdetektor mit 
einer Pixelmatrix, an dessen Riickseite eine Beleuch- 60 
tungseinrichtung in Form eines Diodenarrays vorgese- 
hen ist, mittels welchem eine auf die Pixelmatrix ein : 
wirkende Strahlung erzeugbar ist, wobei Mittel vorge- 
sehen sind, mittels welchen die auf die Pixelmatrix ein- 
wirkende, von dem Diodenarray emittierte oder emit- 65 
tierbare Strahlung homogenisierbai und eine im we- 
sentlichen gleichmaBige Strahlungsverteilung uber die 
Pixelmatrix erzielbar ist. 



2. Rontgeneinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Mittel eine zwischen der Pixel- 
matrix und dem Diodenarray angeordnete Homogeni- 
sierungszwischenlage ist, deren lokale Transparenz fur 
die vom Diodenarray emittierte Strahlung abhangig 
von der lokalen Strahlungsverteilung des Diodenarrays 
ist. 

3. Rontgeneinrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Homogenisierungszwischenlage 
eine Folie ist. 

4. Rontgeneinrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Homogenisierungszwischenlage 
eine Papierlage ist. 

5. Rontgeneinrichtung nach einem der Anspruche 2 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Homogenisie- 
rungszwischenlage bezuglich des Diodenarrays justiert. 
angeordnet ist, 

6. Rontgeneinrichtung nach einem der Anspruche 2 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB Mittel zum Fixie- 
ren der Homogenisierungszwischenlage, insbesondere 
in Form von Klemmitteln vorgesehen sind. 

7. Rontgeneinrichtung nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB sie zuf 
Durchfuhrung einer Kalibrierung des Bildaufnahmesy- 
stems unter Verwendung der von dem Diodenarray er- 
zeugten Strahlung ausgebildet ist. 

8. Festkorper-Strahlungsdetektor mit einer Pixelma- 
trix und einer Beleuchtungseinrichtung in Form eines 
Diodenarrays, mittels welchem eine auf die Pixelma- 
trix von der Riickseite her einwirkende Strahlung er- 
zeugbar ist, wobei Mittel vorgesehen sind, mittels wel- 
chen die von dem Diodenarray emittierte Strahlung ho- 
mogenisierbar und eine im wesentlichen gleichmaBige 
Strahlungsverteilung uber die Pixelmatrix erzielbar ist. 

9. Festkorper-Strahlungsdetektor nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Mittel eine zwischen 
der Pixelmatrix und dem Diodenarray angeordnete Ho- 
mogenisierungszwischenlage ist, deren lokale Transpa- 
renz fur die vom Diodenarray emittierte Strahlung ab- 
hangig von der lokalen Strahlungsverteilung des Dio- 
denarrays ist. 

10. Festkorper-Strahlungsdetektor nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Homogenisierungs- 
zwischenlage eine Folie ist. 

11. Festkorper-Strahlungsdetektor nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Homogenisierungsr 
zwischenlage eine Papierlage ist. 

12. Festkorper-Strahlungsdetektor nach einem der An- 
spruche 9 bisll, dadurch gekennzeichnet, daB die Ho- 
mogenisierungszwischenlage bezuglich des Diodenar- 
rays justiert angeordnet ist. 

1 3 . Festkorper-Strahlungsdetektor nach einem der An- 
spruche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB Mittel 
zum Fixieren der Homogenisierungszwischenlage, ins- 
besondere in Form von Klemmitteln, vorgesehen sind. 

14. Verfahren zum Erzeugen einer Homogenisierungs- 
zwischenlage fur einen Festkorper-Strahlungsdetektor, 
welcher eine Pixelmatrix und eine Beleuchtungsein- 
richtung in Form eines Diodenarrays umfaBt, mittels 
welchem eine auf die Pixelmatrix von der Riickseite 
her einwirkende Strahlung erzeugbar ist, gekennzeich- 
net durch folgende Schritte: 

Aufnehmen wenigstens eines Offsetbilds des Festkor- 
per-S trahlungsdetektors, 

Aufnehmen wenigstens eines Strahlungsbilds bei Be- 
strahlung der Pixelmatrix mittels des Diodenarrays, 
Subtraktion des TiefpaB-gefilterten Offsetbilds vom 
TiefpaBgefilterten Strahlungsbild, 
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Invertierung des Subtraktionsbilds, und 

Aufbringen des Subtraktionsbilds auf eine Zwischen- 

lage. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Zwischenlage in Form einer Kunst- 5 
stoffolie oder eine Papierlage verwendet wird, die ent- 
sprechend bedruckt werden. 

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB mehrere Offsetbilder und/oder meh- 
rere Strahlungsbilder aufgenommen werden, die zur 10 
Ermittlung eines weiterzuverarbeitenden Offsetbilds 
bzw. Strahlungsbilds gemittelt werden. 
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AN: PAT 2000-525525 

TI : X-ray apparatus with homogenizing intermediate layer placed 
between pixel matrix and diode array and having areas of 
different transparency 

PN: DE19906029-A1 

PD: 24.08.2000 

AB: The solid state detector (8) has a reflector layer (9), 
scintillation layer (10) and passivation layer (11) . The 
scintillation layer converts the X-ray beam into rays, which 
generate charge carriers in the pixel matrix (12) . A glass 
substrate (13) divides the pixel matrix from a diode array (14) , 
which provides radiation onto the rear side of the matrix. 
Between the glass substrate and the diode array is a 
homogenizing intermediate layer (16) in the form of a plastic 
foil or paper. The layer is used to enable calibration of the 
beam detector or the entire imaging system. The layer has areas 
of different transparency. The local transparency is set 
according to the local beam of the diode array. Areas of the 
intermediate layer which oppose strong radiation of the diode 
array are less transparent for the beam than are areas which 
lie opposite array sections of weak irradiation. ; USE - For 
medical X-ray unit, to calibrate unit. ADVANTAGE - No X-ray 
needs to be used for calibration, quick and simple calibration. 
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